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RESUMEN
METODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO DE
FUNCIONAMIENTO DE UM SENSOR

Un sensor para convertir una cantldad fisica en una
seflal eléctrica y enviar la salida, es excitade por un
circuito de excitacién que es excitado por una sefial de
excitacién emitida por un microordenador de 1 chip. El
microordenador de 1 chip considera averia de
funcionamiento del sensor cuando la seflal de salida de
sensor estd fuera de una banda de salida especificada.
Ademés, al parar la operaciédn del circuito de excitaciédn,
si 1''a sefial de salida de sensor no coincide con un
valor especifico, el microordenador de 1 chip también
considera averia de funcionamiento de msensor. Segiin la
invencién, en caso de un problema de funcionamiento de
sensor que permite que la seflal de salida de sensor se
establezca dentro de una banda de salida, dicho problema
puede ser detectado.
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METODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO DE
FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR

CAMPO TECNICO DE LA INVENCION
La presente invencién se refiere a un método ¥y
dispositivoe de diagnéstico de averias de funcionamiento
del. sensor en un aparato para el control de salida con un
microordenador de 1 chip en el que se introduce una sefial

eléctrica emitida por un sensor para convertir una
cantidad fisica en una seflal eléctrica.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Un ejemplo convencional de sistema de diagnéstico de
averias de funcionamiento del sensor se explica con
referencia a la figura 7. Una sefial de salida S1 de un
circuito de excitacién 1 se introduce en un sensor 2, y
se excita el sensor 2. El sensor 2 convierte una cantidad
fisica en una seflal eléctrica, y envia una sefial de
salida del sensor S2. La sefial de salida del sensor S2 se
introduce en un circuito de intarfaz 3. El circuito de

interfaz 3 procesa la sefial de salida del sensor 52 en
una sefial a reconocer por un microordenador de 1 chip 4,
y envia una sefial eléctrica (sefial digital) S3.

El microordenador de 1 chip 4 convierte la sefial
eléctrica S3 recibida del circuito de interfaz 3 en una
seflal de control S4 que tiene una funcién especificada
por un programa almacenado con anterioridad en una
memoria 4A, y la-envia a un circuito de salida S. El
circuito de salida 5 activa una carga 6 dependiendo de la
seflal de excitaciédn S4.

La seflal de salida del sensor S2 se estabiliza
generalmente dentro de una determinada banda de salida de
la s=alida del sensor. Sin embargo, si se produce un
problema de funcionamiento en el sensor 2, y la seflal de
salida del sensor S2 no se estabiliza dentro de la banda
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de salida, la sefial eléctrica S3 procedente del circuito
de interfaz 3 cse fuera de la banda de entrada del
microordenador de 1 chip 4. Por consiguiente, el
microordenador de 1 chip 4 envia una sefial de fallo S5.
Al recibir la sefial de fallo S5, el circuito de salida 5
ilumina una lémpara de fallo 7. Como raesultado, si la
seflal de salida del sensor S2 no se estabiliza dentro de
la banda de salida, se puede detectar dicho problema de
funcionariento del sensor.

Sin  embargo, a pesar del problema en el
funcionamiento del sensor, si la sefial de salida del
sensor 52 se estabiliza dentro de la banda de salida, no
se conoce qué sefial se produce cuando el circuito de
interfaz 3 envia la sefial eléctrica S$3, y es difficil
detectar la averia de funclonamiento del sensor.

Por lo tanto, un objeto de la invencién es presentar
un método y dispositivo para diagnéstico de averias de
funcionamiento del sensor capaz de detectar un problema
de funcionamiento del sensor aunque una sefial de salida
del sensor emitida por un sensor se estabilice dentro de
una determinada banda de salida. '

DESCRIPCION DE LA INVENCION

Para lograr este objetivo, la invencién se
caracteriza por un método de diagnéstico de averias de
funcionamiento del sensor en un aparatoc para controlar
una salida utilizando un microordenador de 1 chip que
raecibe una seflal eléctrica de un sensor para convertir
una cantidad fisica en la seflal eléctrica, donde un
circuito de excitacién para excitar el sensor es excltado
por una sefial de excitacién emitida por el microordenador
de 1 chip.

La invencién también se caracteriza por un
dispositivo de diagnéstico de averias de funcionamiento
del sensor en un aparato de control de salida incluyendo
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un sensor para convertir una cantidad fisica en una seflal
eléctrica y enviarla, y por un microordenador de 1 chip
para controlar la salida reciblendo la sefial eléctrica,
comprende un circuito de excitacién para activar el
sensor, que e3 controlado por una sefial de control
emitida por el microordenador de 1 chip, donde el
microordenador de 1 chip diagnostica 1la averia de
funcionamiento del sensor controlando una operacién del
circuito de excitacién.

Segin la invencién, es posible detectar un problema
de funcionamiento del sensor aunque la banda de salida
del sensor se establlice dentro de una banda de salida.

BREVE DESCRIPCIGN DE LOS DIBUJOS
La figura 1 es un diagrama de bloques que representa
un sistema de diagnéstico de averias de funcilonamiento
del sensor en una realizacién de la invencién.
La figura 2 es un diagrama de flujo que representa

un esbozo del funcionamiento del microordenador de 1
chip.

La figura 3 es un diagrama de bloques que representa
un sistema de diagnéstico de averias de un sensor de
inclinacién en un ejemplo eapecifico de la invencién.

Las figquras 4A a 4C son diagramas que representan la
relacién entra el electrodo del sensor de inclinacién y
el nivel de liquido de una solucidn dieléctrica.

La figura 5 es un diagrama caracteristico del
voltaje de salida correspondiente al &ngulo del sensor de
inclinacién de la figura 3.

La figqura 6 es un diagrama caracteristico del
voltaje de salida correspondiente al &ngulo del sensor de
inclinacién de la figura 3, mostrandec la dependencia con
la frecuencia.

La figura 7 es un diagrama de bloques que representa
un sistema de diagnéstico de averias de funcionamiento
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un circuito de excitacién 1i. Se introduce
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del sensor en la técnica anterior.

DESCRIPCIGN DE UNMA REALIZACIGN DE LA INVENCION

Con referencia ahora a los dibujos, la invencién se
describe en detalle & continuacién. La figura 1 es un
diagrama de blogques de un sistema de diagnéstico de
averias de funcionamiento del sensor en una realizacién
de la invencién.

En el dibujo, un microordenador de 1 chip 14 ._e.{.‘ﬁ‘!é!
una seflal de excitacién S16 (por ejemplo, una sefal de
reloj) segin un_programa almac do con antericridad en
una memoria 14A, la seflal de excitacién 516 se

una sefial de salida S11 del circuito de excitacién 11 en
un sensor 12, y el sensor 12 es excitado. El1 sensor 12
convierte la cantidad fisica en una sefial eléctrica, y
envia una sefial de salida del sensor S512. La seflal de
salida del sensor S12 se introduce en un circuito de
interfaz 13. El cilrcuito de linterfaz 13 procesa la seflal

de salida del sensor 12 en una sefial a reconocer en el
microordenador de 1 chip 14, y se emite una sefial
eléctrica (sefial digital) S13.

El microordenador de 1 chip 14 convierte la sefial
eléctrica S13 recibida del circuito de interfaz 13 en una
sefial de cont;otl S14 que tiene una funcién especificada
por el programa almacenado en la memoria 14A, y la envia

a un circulto de salida 15. 1l circuito de salida 15
excita una carga 16 @de la sefial de control
S14.

Coando el microordenador de 1 chip 14 detiene el
circuito de excitacién 11 mediante la sefial de exci n
516, el sSensor 12 teiwia _una sefial especifica
predeterminada S12 de salida del sensor. El circuito de
interfaz 13, gue recibe la seflal especifica de salida del

sensor S12, envia una_ seflal elédctrica especifica

o

e



correspondiente (sefial digital) S13.

Supbéngase que, a pesar del problema existente en el
sensor 12, el sengor 12 estd enviando una sefial de salida
del sensor S12 @ una determinada banda de salida.

S En este caso, cuando el circuito de excltacién 11 se

la sefial de excitacién S16 procedente del
- gordenador de 1 chip 14, 1la seflal especifica
predeterminada S12 de salida del sensor no es emitida por
el sensor 12, y entonces la seflal especifica de salida
10 813 del sensor no es emitida por el circuito de interfaz
13. Comco resultado, el microordenador de 1 chip 14
considera que el sensor 12 es defectuoso, y envia una
seflal de fallo S15 al circuito de salida 15. En
consacuencia, el circuito de salida 15 ilumina wuna

15 1l&mpara de fallo 17.

Mientras tanto, debido al problema existente en el
sensor 12, si la seflal de salida S12 del sensor no se
estabiliza de la banda de salida, la seflal
eléctrica S13 del circuito de interfaz 13 cae fuera de la

20 banda de entrada del microordenador de 1 chip 1l4. Por

conaiguiente, el microordenador de 1 chip 14 enwvia una

seflal de fallo S15 para iluminar la lémpara de fallo 17,
realizando por tanto el diagnéstico de :ver.ias, que es
idéntico al de la técnica anterior.

25 La figura 2 es un diagrama de flujo que explica el
funcionamiente del microordenador de 1 chip 14. En el
paso S1, se determina si estd el modo de diagnbéstico de
averias, y en caso negativo (modo de ejecucién), pasando

al paso 32, se excita el circuito de excitacidén 11. En el
30 paso S3, se determina si la sefial eléctrica S13 del
circuito de interfaz 13 de la banda de
salida especificada. En caso—afirmative, pasando al paso
S4, se considera que el sensor 12 funciona con
normalidad, En el paso S5, se excita la carga 16, y en el
35 paso S6, se determina si se recibe o no la orden de

ol
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terminacién de la excitacién del sensor 12. En caso
afirmativo,

ge termina

la operacién,

pero en caso

negativo el proceso retorna al pasc S1. Asi, en operacién
normal, se zrepiten los pasos S1 a 56, pero en caso
el microordenador de 1 chip 14
gque el sensor
funcionamlento y va al paso S12 para iluminar la l&mpara
de fallo 17.

En caso afirmativo en el paso S1 de entrada en el

negativo en el paso 53,

consai

modo de diagnéstico de averias,

deras

12 tiene

un problema de

pasando al paso S8, el

microordenador de 1 chip 14 detiene la operacién del
circuito de excitaciédn 11l. En el paso S9, se determina si
la seflal eléctrica S13 del circulto de interfaz 13 ea o

no un

valor

especifico predeterminado, y en caso

afirmativo el proceso pasa al paso 510, y se considera

que

el sensor

12 funciona

con normalidad. En caso

negativo en el paso §9, pasando al paso S11, se considera

gque el sensor 12 funcional anormalmente. El proceso pasa
al pasc S12 y se ilumina la lémpara de fallo 17.

De esta manera,

detecta el fallo del sensor 12.
Se describe un ejemplo especifico de la invencién.

La figura 3 es un diagrama dg
para el control de salida

.

el microordenador de 1 chip 14

e

ploques de un_dispositivo

Syjun sensor de inclinacién

para detectar la inclinacion_del nivel de liquido de Ila

solucién dieléctrica

R
sensor de

inclinacién

COomo

excitacién emitida por un

cambio en la capacidad

electrostética, en el gque el 6nguio de inclinacién del

controlado) por la __sefial de
rdenador de 1 chip se

caqzigzgg_gg_ggg_geﬁal eléctrica, y esta seflal eléctrica

se introduce en el microordenador de 1 chip.

El microordenador de 1 chip 24 genera una seflal de
P et

reloj 826 mediante un programa almacenado con
ﬂ
anterioridad en una memoria 24A, y suministra la sefial de

reloj S26 a un circuito intermedio (por ejemplo, inversox

~—
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C-MOS) 21 como un circuito de excitacién. El circuito
intermedio 21 conforma la forma de onda de la sefial de
reloj S26, y corrige, por ejemplo, la atenuacién de la
forma de onda. La sefial de relo] conformada S21 se
suministra a un sensor de inclinacién 22.

El sensor de inclinacidn 22 detecta la inclinacién
de la solucién dieléctrica como un :ambig de la cagggisl:d
electrostética. El1 sensor de inclinacién 22 se_compone de
capacidades electrostdticas 22C, 22D que cambian
dependiendo /de 1la inclinaclén, y convertidores C-V
(capacidad-voltaje) 22A, 22B para convertir las dos
capacidades electrostéticas e voltajes, y los
convertidoras C-V 22A, 22B producen, respectivamente, los
voltajes de salida Vi, V2. De esta manera, el é&ngulo de
inclinacién se convierte en (V2-Vi). El principio y la

estructura del sensor de inclinacidén 22 aon conocidos, y
solamente se explican brevemente aqui.

La figura 4A, 4B y 4C son diagramas esquemédticos del
sensor de inclinacién 22 y de la inclinacién O. El sensor
de inclinacién 22 incluye un electrodo comta 30, un
primer t’a_;g_;_gg_dn_md..cizcular 3la y un segundo, electrodo
31b con ambos extremos cortados, y una sclucién
dieléctrica 34 contenida en el espacio formado por el
electrodo comin 30 y loa electrodos primero y segundo
3la, 31b. El electrodo comin 30 y los electrodos primeroc
y segundo 31a, 31b estén dispuestos paralelamente entre
si a intervalos especificos.

A la inclinacién 6=0, como se representa en la
figura 4A, el nivel de liquido 34a de la solucién
dieléctricae 34 no llega al primer electrodo 3la, mientras
que el segundo electrode 31b est4d completamente
sumergido. Por conaiguiente, la diferencia entre la
capacidad electrostética C1 del primer electrodo 3la y la
capacidad electrostética C2 del segundo electrodo 31b es
la mis grande, y el valor absoluto de (V2-V1l) es el

A0
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mdximo. A continuacién, a @ > 0 o € < 0, como se
representa en la figura 4B y la figura 4cC,
respectivamente, el valor absoluto de la diferencie de la
capacidad electrostdtica Cl del primer electrodo 3la y la
capacidad electrostética C2 del segundo electrodo 31b
disminuye a medida que aumenta el valor de 0 en direccién
positiva o negativa.

Por otra parte, a medida que aumenta la inclinacién
0 en direcclén positiva o negativa, el valor absoluto de
(V2-V1l}) disminuye seglin una funcién cuadrética.

Un circuito amplificador 23 como el circuito de
interfaz se compone de dos amplificadores operacionales
23A, 23B, un voltaje de referencia (Vref) 23C, vy
resistencias 23D a 236G (Rl a R4), y los voltajes de
salida V1, V2 del sensor de 1inclinacién 22 son
alimentados en los amplificadores operacionales 23A, 23B,
respectivamente. La seflal de salida 523 del circuito
amplificador 23 se expresa en la f6rmula siguiente (1).

823 = - [(R1 + 1)/R2] x |V2-V1] + Vref (1)
donde R1 = R2 y R2 = R3.

Aqui, la seflal de salida S23 se ajusta y se envia
como una ganancia que puede ser reconocida por el
microordenador de 1 chip 24 segtin la relacidén entre Rl y
R2. Por ejemplo, se establece en una banda de voltaje de
1 Va4 V. El valor absoluto de (V2-Vl1l) cambia segGn una
funcién cnadrética.

El microordenador de 1 chip 24 reconoce el angulo de
inclinacién poniendo la seflal de salida S23 en el
programa almacenado con anterioridad enm la memoria 24A y
envia una sefial de salida 824 al circuito de salida 25.
El circuito de salida 25 excita la carga 26 dependiendo
de la sefial de salida S524.

I1a sefial de salida S23 se establece para ser enviada
dentro de una cierta banda de voltaje (por ejemplo, de 1
Va4 V). Si el sensor de inclinacién 22 envia voltajes

L8
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anormales V1, V2 y el voltaje de salida de la sefial de
salida S23 estd fuera de la banda de voltaije
predeterminada, el microordenador de 1 chip 24 considera
que el sensor de inclinacién 22 es defectuoso por el
programa almacenado an la memoria 24A. Como reaultado, se
envia una sefial de fallo S25, y la ladmpara de fallo 27 se
ilumina mediante el circuito de salida 25.

Aunque el sensor de inclinacién 22 es excitado por
la sefial de reloj S21, cuando la sefial de reloj S21 se
para (se fija a Alta o Baja), el voltaje de salida (V1-
V2) del sensor de inclinacién 22 resulta 0 V, y la seflal
de salids 523 resulta 523 = Vref segfin la formula (1). Es
decir, aungue el sensor de inclinacién 22 funcione con
normalidad, 81 la sefial de reloj 521 se para, se
introduce un voltaje especifico Vref en el microordenador
de 1 chip 24.

En otras palabras, si el voltaje de la sefial de
salida S23 cuando el microordenador de 1 chip 24 parz la
seflal de reloj S26 tiene un valor esperado de Vref, el
funcionamiento del sensor es normal, y si no es el valor
esperado, es decir, un voltaje distinto de Vref, el
funcionamiento del sensor es anormal, y se considera que
hay un problema.

La sensibilidad del sensor de inclinacién para
detectar la inclinacién de la solucién dieléctrica como
el cambio en la capacidad electrostética depende de la
frecuencia de reloj. Por consiguiente, en otro método de
diagnéstico de averias, variando la frecuencia sin parar
el reloj, se cambia la sensibilidad del sensor de
inclinacién, y se puede obtenezr un valor esperado.

La figqura 5 es un diagrama gque representa el voltaje
de salida correspondiente a un é&ngulo tipico cuando la
salida del saensor de inclinacién para detectar la
inclinacién de la solucién dieléctrica como el cambio en
la capacidad electrostitica es amplificada en un circuito

)

R | 1| R

v K A

Rl ' M1
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amplificador diferencial. En el diagrama, la linea ({(a)
muestra la caracteristica cuando el microordenador da 1
chip 24 deja de enviar la sefial de reloj S21 (modo de
diagnéstico de averias), y la curva (b) muestra la
caracteristica cuando el microordenador de 1 chip 24 est4
enviando la seflal de reloj S21 (modo de ejecucién). Como
se representa en el diagrama, en el modo de ejecucién, si
el angulo de inclinacién 6 = 0, el voltaje de salida es
el mis bajo, y como a medida que el &ngulo de inclinacién
0 aumenta en direccidn positiva o negativa, aumenta segin
una funcién cuadratica.

La figura 6 es un diagrama gque representa la
dependencia con la frecuencla cuando la salida del sensor
de inclinacién para detectar 1la inclinacién de 1la
solucién dieléctrica como el cambio en la capacidad
alectrostAtica es amplificade en un circuito amplificador
diferencial. Como se representa en el diagrama, a medida
gque l1la frecuencia de reloj resulta mis baja, 1la
caracteristica del voltaje de salida se desplaza hacia
arriba.

Como se describe en la presente memoria, segin 1la
invencién, el funcionamiento del sensor se puede
verificar mediante el programa almacenado con
anterioridad en el microordenador de I chip, y se realiza
un diagnéstico precoz de averias de funcionamiento del

sensor y se realiza la notificacién de averias al
exterior, y se evita el mal funcionamiento y se mejora la
seguridad.

Lsa invencién no se limita solamente a la realizacién
ilustrada, sino que se puede camblar y modificar de
varias formas segin el principio de la invencién, y por
lo tanto estos cambios y modificacliones también quedan
incluidos en el alcance de la invencién.

Segin la invencién, puesto que el funcionamiento del
sensor se puede verificar por el programa almacenado con

L)
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anterioridad en el microordenador de 1 chip, se realiza
un diagnéstico precoz de averias de funcionamiento del

sensor y Se reallza la notificacién de averias al
exterior.
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REIVINDICACIONES
1. Un método de diagnéstico de averias de
funcicnamiento de sensor en un aparatc para controlar una
salida utilizando un microordenador de 1 chip que recibe

una sefial eléctrica de un sensor que convierte una
cantidad fisica en la sefial eléctrica,

caracterizado porque un circuito de excitacién para
excitar el sensor es excitado por una sefial de excitacién
emitidq por el microordenador de 1 chip; y dicho
microordenador de 1 chip recibe una seflal eléctrica del
sensor durante un funcionamiento normal.téﬁzgzgﬁggl una
seflal de excitacién, y recibe una sefial eléctrica del
sensor con un valor especifico predeterminqdo durante una
parada de la seflal de excitacién; diagnosticéndose una
averia de funcionamiento del sensor cuando no se recibe
una seflal eléctrica con valor especifico durante 1la
parada de la sefial de excitacién.

2. Un método de diagnéstico de averias de
funcionamiento de sensor segin la reivindicacién 1,

caracterizado porque dicho microordenador de 1 chip
tiene un programa_gggy}gggg;g_nlmacgnadap Y eiFEEEE_PE

Ezﬁgnbstico de averias de funcionamiento del sensor.

= m—

3. Un método de diagnéstico de averias de
funcionamiento de sensor en un aparato para controlar una
salida usande un microordenador de 1 chip que recibe una
seflal eléctrica de un sensor que convierte una cantidad
fisica en la sefial eléctrica,

caracterizado porque un circuito de excitacién para
excitar el sensor es excitado por una sefial de excitacién
emitida por el microordenador de 1 chip; y dicho
microordenador de 1 chip recibe una sefial eléctrica del
sensor durante un funcionamiento normal enviando una
sefial de excitacién, y recibe una seflal eléctrica del

@ /S
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sensor previamente esperada variando una frecuencia de la
geflal de excitacién; diagnosticéndose una averia de
funcionamiento del sensor cuandoc la sefial eléctrica
esperada no se recibe durante la variacién de la
frecuencia de la seflal de excltacién.

4, Un método de diagnéstico de averias de
funcionamiento de sensor segliin la reivindicacién 3,

caracterizado porque dicho microordenador de 1 chip
tiene un programa previamente almacenado, ejecutandeo un
diagnéstico de averias de funcionamiento de sensor.

5. Un dispositivo de diagnéstico de averias de
funcionamiento de sensor en un aparato de control de

igligﬂ_gEE\FONPrende un sensor que convierte y{envia una)
Cantidad ffsical/ en una seflal eléctrica, y unm
microordenador de 1 chip gue controla la salida y recibe
la sefial eléctrica; comprendiendo:

un circuito de excitacién para excitar el sensor,
que se controla por una sefial de control emitida por el
microordenador de 1 chip,

caracterizado porque dicho microordenador de 1 chip
detiene la excitacién del circulito de excitacién y
detecta si la salida del sensor tiene o no un valor
especifico, diagnosticando asi una averlia de
funcionamiento del’ sensor.

6. Un dispositivo de diagnéstico de averias de
funclonamiento de sensor segin la reivindicacién 5,

caracterizado porque el circuito de excitacidén
comprende un circuito intermedio para'conformar una forma
de onda de la seflal procedente del microordenador de 1
ChIPIT. Un dispositivo de diagnéstico de averias de
funcionamiento de sensor seglin la reivindicacién 35,

caracterizado porgque comprende:
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un circuito de interfaz para amplificar la sefial
procedente del sensor Yy enviarla después al
microordenador de 1 chip.

8. Un dispositivo de diagnéstico de averlas de
funcionamiento de sensor en un aparato de control de
salida que comprende un Ssensor para convertir una
cantidad fisica en una sefial eléctrica y enviarla, y un
microordenador de 1 chip para controlar una salida
recibiendo la seflal eléctrica, comprendiendo:

un circuito de excitaclén para excitar el sensor,
controlade por una seflal de control enviada por el
microordenador de 1 chip,

caracterizado porque dicho microordenador de 1 chip
cambia una frecuencia de la seflal de excitacién a ser
suministrada al circulto de excitaciédn y detecta sl la
salida del sensor es o no una sefial eléctrica previamente
esperada, dlagnosticando asi una averia de funcionamiento
del sensor.

9. Un dispeositive de diagnéstico de averias de
funcionamiento del sensor segin la reivindicacién 8,

caracterizado porque el c¢ircuito de excitacién
comprende un circuito intermedio para conformar una forma
de onda de la seflal del microordenador de 1 chip.

10. Un dispositive de diagnéstico de averias de
funcionamiento de sensor segin la reivindicacién 8,

caracterizado porque comprende:
un circuito de interfaz para amplificar la seflal del
sensor y para enviarla al microordenador de 1 chip.
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EXTRACTO PARA PUBLICACION

SOLICITUD DE PATENTE DE PATENTE DE INVENCION
DELEGATURA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(21) No. SOLICITUD (51) INT. CL.:

(22) FECHA DE , (71) SOLICITANTE:HONDA GIKEN KOGYO
PRESENTACION: KABUSHIK] KAISHA
(30) PRIORIDAD: JAPONESA

(31) No. DE SOLICITUD: 2000-202803 (72) INVENTORES: Shigeo NOMURA

PCT/IP01/05247 Tomoyuki SAKAI
Samitaka OGAWA
(32) FECHA DE PRESENTACION: 04 de Jullo, 2.000 Yoshlakl TAKEUCHI
20 de Jumio, 2.001
(88) PAIS: JAPON (74) APODERADQO: Humberte RUBIO CAMACHO

(44) TTTULO: “NETODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO DE
FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR"

(57) RESUMEN:

Un método de diagnéstico de averias de funcionamiento de sensor en un aparato
para controlar una salida utilizando un microordenador de 1 chip que recibe una
sefial eléctrica de un sensor que convierte una cantidad fisica en la sefial

eléctrica, caracterizado porgue un circuito de excitacién para excitar el sensor
es excitado por una sefial de excitacién emitida por el microordenador de 1 chip;
y dicho microordenador de 1 chip recibe una sefial eléctrica del sensor durante un
funcionamiento normal emitiendo una sefial de excitacibn, y recibe una sefial
eléctrica del sensor con un valor especifico predeterminado durante una parada
de la sefial de excitacién; diagnosticadndose una averia de funcionamiento del
sensor cuando no se recibe una sefial eléctrica con valor especifico durante la
parada de la sefial de excitacién.
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REINA ROMERO y/o TINEKE STOL
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Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el articulo 38 de la
Declsidén 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica que:

- Debe allegar copia del documento en que consta la cesion del derecho a la patents
otorgado por los inventoras al solicitante o a su causante (art. 26-k,Dec 488/2000).

- Debe indicarse el lugar de constitucién de la sociedad solicitante (Art. 27-c, D 486/00).

En cumplimiento del articulo 38 de la Decisién 486, en concordancia con el articulo 85 de
la misma decisién, se le requiers para que dentro del término de dos (2) meses siguiantas
a la fecha da notificacion del presente oficio, completa los requisitos anteriormente
enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presents requerimiento, la solicitud se
considerard abandonada y perderéd su prelacion.

Notifiquese el pressnte oficio
15 de enero del 2001

forme a lo dispuesto en el articulo 8 de la Resolucién 210 del

ALIX CARMEN CESPEDES DE VERGEL
Jofe de la Di n de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista de fecha 21 HAR. m

Sa recuerds al inlersaado qua dabe presentsr, dantro de ios deciadis meses sigulentss contados & puriir de la fecha de
pressntacisn de la soliciud cuya priorided es invooa, copla da la misma cartificada por s autorided qus la expidid v, an les
casos en que haya luger, n traduccién aimple def capitulo ralvindicatorio. El incumplimiento de deta plazo, acarreani ln
pdrdica de la prioridad Invocada.
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